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[57]申請專利範圍
1.　一種模擬日光透射之熱量測系統，其包含：一模擬量測艙，其用以固定一待量測物，該
模擬量測艙具有一排氣口及一進氣口；一模擬日光單元，其設置於該擬量測艙內，其用

以照射該待量測物；及一熱對流量測裝置，其連通該模擬量測艙之排氣口及進氣口，該

熱對流量測裝置用以量測該模擬日光單元照射穿透該待量測物之總熱量。

2.　一種模擬日光透射之熱量測系統，其包含：一模擬量測艙，其用以固定一待量測物，該
待量測物將該模擬量測艙分隔為一第一隔室及一第二隔室；一模擬日光單元，其設置於

該擬量測艙之第一隔室內，其用以照射該待量測物；及一熱對流量測裝置，其設置於該

擬量測艙之第二隔室之一側，該熱對流量測裝置用以量測該模擬日光單元照射穿透該待

量測物之總熱量。

3.　依申請專利範圍第 1或 2項所述之模擬日光透射之熱量測系統，另包含一溫度量測裝
置，其用以直接量測該待量測物之表面溫度。

4.　依申請專利範圍第 3項所述之模擬日光透射之熱量測系統，另包含一記錄裝置，其用以
連接該溫度量測裝置，以便記錄該待量測物之表面溫度。

5.　依申請專利範圍第 1或 2項所述之模擬日光透射之熱量測系統，其中該模擬量測艙具有
一內壁面，一光吸收物質塗覆在該內壁面上。

6.　依申請專利範圍第 1或 2項所述之模擬日光透射之熱量測系統，其中該模擬量測艙具有
一視窗，其用以組裝一紅外線熱像儀，該紅外線熱像儀用以拍攝該待量測物之表面溫度

分佈。

7.　依申請專利範圍第 1或 2項所述之模擬日光透射之熱量測系統，其中該熱對流量測裝置
包含一輸送風管、一風扇單元、一冷卻單元、一第一風速/溫度量測單元及一第二風速/溫
度量測單元。

8.　依申請專利範圍第 7項所述之模擬日光透射之熱量測系統，其中該風扇單元設置於該輸
送風管內。
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9.　依申請專利範圍第 7項所述之模擬日光透射之熱量測系統，其中該第一風速/溫度量測單
元、冷卻單元及第二風速/溫度量測單元則沿著該輸送風管依序設置。

圖式簡單說明

第 1圖：本發明較佳實施例之模擬日光透射之熱量測系統之架構示意圖。
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